Proje Adi: Farkli Mineralojik Kompozisyona Sahip Malzemelerin Rietveld Analizleri icin ideal Tane Boyu
Araliginin Arastiriimasi

Proje Konusu : X-lsini Kirmimi (XRD) metoduyla mineral kompozisyonu ve miktari tayini, ¢imento
enddstrisi de dahil olmak (izere bir ¢ok endistride hizli ve giivenilir sonuglar sunmasi nedeniyle giderek
yayginlasan bir yontemdir. Bu proje kapsaminda ¢imento endistrisinde hammadde olarak kullanilan
dogal kaynaklar, katki olarak kullanilan dogal ve yan Urlnler ve ¢imento yari Grlinii olan klinkerin, farkl
malzeme tipleri 6zelinde XRD analizinde tane boyutunun etkisi ve ideal tane boyu aralig| arastirilacaktir.

Hedeflenen Kazanimlar: Bu projede c¢imento endistrisinde hammadde ve katki olarak kullanilan
malzemeler ve gimento yari riinii olan klinker numunesinde gercgeklestirilen XRD analizlerinde, malzeme
tipine gore farkhlik gdsterebilen ideal tane boyutu araligi incelenecektir. Bu sayede her malzeme tipi igin
XRD analizlerinde en kesin sonuca ulasilmasini saglayacak ideal tane boyutu araliklari belirlenerek,
olduk¢a hassas mineralojik ve kimyasal dengelerle calisan sektordeki hata paylarinin disirilmesi
hedeflenmektedir.

Proje Detaylari : XRD c¢alismalarinda kullanilan X-Isinlari 1895 yilinda ilk defa kullanilmistir. Glniimiizde
ise minerallerin kristal yapilarinin belirlenmesinde siklikla kullaniimaktadir. Atom veya molekiillerden
olusan kristaller, birbirlerini tekrar eden kristal kafes yapilarina sahiptirler. Yapinin en kiglk birimi ise
hiicre olarak adlandirilir. Her bir kristal yapisi farkli agi ve uzunluklara sahiptir. Yapilar Bravais Kafesi
olarak adlandirilmis olan 14 farkh kristal yapi ile tanimlanmaktadir. Kenar uzunluklari ve agilarina gore,
kiibik, eskenar dértgen, altigen, dértgen, monoklinik, ortorombik ve trikliniktir. Uzerine X-Isini gonderilen
malzemeden yansiyan isinlar dedektor yardimiyla ile difraktogram adi verilen kirinim desenleri ile
gosterilir. Her bir kristal yapi icin bu kirinim desenleri tanimlanmis olup, ayirt edicidir. XRD cihazi
numunelerin analizlerini yaparak difraktogramlarini olustururken; numunenin igeriginde bulunan fazlar,
fazlarin miktar, kristal boyutu, 6rgli parametreleri, yapidaki degisimler, kristal yonlenmesi ve atom
pozisyonlari hakkinda da bilgi vermektedir. Difraktometrede gézlenen her bir mineralin, pik pozisyonu
kendine 6zgl olup mineral tanimlanmasi (kalitatif analiz) icin ayirt edicidir. Pik siddetleri ise mineral
miktarlarinin tayin (kantitatif analiz) edilebilmesine olanak saglamaktadir. Ancak kristalografik yapilar
ogutmeyle kirilabilmekte ve mineralin kristal yapisi veya pik siddeti degisebilmektedir. Kuvars
mineralinde net sekilde gozlenebilen bu durumun diger minerallerdeki etkisi veya optimum tane boyu
araligl bilinmemektedir. Bu nedenle pik siddetleri degisen kristalografik yapiyla degiserek; analiz
sonuglarinin hatali ¢ikabilmesine neden olabilmektedir. Bu proje kapsaminda en uygun tane boyutu
secilerek hata payinin disiiriilmesi amaglanmaktadir.



